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Charakterisierung von Einzelphotonenemittern mittels Nahfeld-HBT-
Messungen

Einzelphotonenemitter (engl.: single-photon emitters,

SPEs) sind ein wesentlicher Baustein fiir zukiinftige LR 1
Quantentechnologien wie .:'F
Quanteninformationsverarbeitung und :
Quantenkryptographie. Fur den Nachweis der Anti- ‘

Bunching-Eigenschaft wird ein Hanbury Brown-Twiss (HBT)
Experiment benutzt. Wahrend HBT-Messungen
ublicherweise im Fernfeld durchgefuhrt werden, bietet die
Kombination mit der Nahfeld-Mikroskopie eine deutlich Photolumineszenzkarte eines
hohere raumliche Auflésung und Selektivitat. Emitters im Nahfeldmikroskop
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Das Ziel dieser Arbeit ist die Inbetriebnahme und
Optimierung unseres Nahfeld-HBT-Aufbaus. Dazu sollen
HBT-Messungen an verschiedenen SPEs in hexagonalem

Bornitrid (hBN) durchgefiihrt werden.Im Rahmen einer . Det. 2

Masterarbeit kann zusatzlich noch eine systematische splitter

Untersuchung der Emitter-Qualitat erfolgen, etwa durch coincidence
Det. 1 gate

einen statistischen Vergleich zwischen exfolierten und
gewachsenen hBN oder durch die Analyse der  schematischer Aufbau eines HBT
Emittereigenschaften in  Abhangigkeit  von der  Experiments
Anregungsenergie.

Nahfeld-Mikroskopie:

Das Nahfeldmikroskop basiert auf einem Rasterkraftmikroskop (engl.: atomic force
microscope, AFM), das mit einer Metallspitze ausgestattet ist. Das AFM wird
typischerweise verwendet, um die Topographie einer Oberfldche aufzulésen. Hier wird
die Spitze zusatzlich mit Licht beleuchtet und erzeugt einen lokalen Nanofokus in der
GroBe des Spitzenradius, was zu einer optischen Aufldsung von etwa 30 nm fuhrt. Das
rickgestreute Licht wird in Abhangigkeit von der Position der Probe aufgezeichnet und
liefert Informationen Uber optischen Eigenschaften der Probe.
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